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１．概要（Summary） 

低分子有機ケイ素化合物を塗布したモデル基板を用

いて物理的・化学的な条件に付した後の化学結合状態

や物質量変化を測定した。その結果、基板上化合物中

の微量元素を感度良く測定でき、表面有機化合物修飾

変化量-性能相関を定量的に評価する有用な手法である事

を明らかにした。一方で基板化合物修飾率の直接的算

出や非導電性素材を志向した測定は今回条件ではで

きなかった。 
 

２．実験（目的,方法）（Experimental） 

使用装置：BL23SU(軟Ｘ線光電子分光装置) 
 
目的: 

1. 塗布低分子有機化合物に含有されるケイ素とシリコン

基板バルクケイ素の化学状態の違いの観測による表面

修飾率の直接的測定可否。 

2. 表面微量元素（窒素、硫黄）の変化量測定。 

3. 非導電性素材測定を目指した予備検討。 

 
方法: 

1. destination energy及び分析器角度変更による最適測定

条件の探索、及びケイ素化学状態ピーク分離可否。 

2. 最適 destination energy (600eV)における、窒素・硫黄含

有率の異なる有機化合物を塗布した複数の基板の測定。

それら基板の虐待試験後の測定。 

3. 非導電性モデルとして有機化合物とシリコン基板酸化物

の間に約 2μｍのケイ素酸化物を主成分とした層を挿入

し測定可否を検証。 

 

実験測定条件: 

destination energy; 410 – 690 eV, pass energy; wide=50eV 

narrow=10eV, emission angle; 0° or 70°. 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

結果： 

1. 今回実施できた化合物と測定条件では化合物ケイ素とバ

ルクケイ素とのピーク分離は観測されなかった。 

2. ラボ装置では検出感度の低かった窒素、硫黄原子が十分

な感度で観測された。含有率の異なる物質間のピーク強

度が異なる結果が得られた。今回実施した虐待条件では

組成変化が起こっていない事が確認出来た。 

3. チャージアップと想定されるピークシフトにより測定ができ

なかった。また中和銃を使用しても今回の条件ではチャー

ジアップが解消されなかった。 

 

考察： 

2 の結果から、本手法は化学修飾法等による間接的な表面修

飾率測定手法と異なり、直接表面有機化合物の減少を測定可

能であると想定された。従って、修飾変化量-性能相関を定量

的に評価する産業利用上有用な手法であると考えられる。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 


